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IV. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu E-E-0894-s2
Nazwa modutu Metrologia 2
Nazwa modutu w jezyku angielskim Metrology 2
Obowiazuje od roku akademickiego | 2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

Ogdlno akademicki
(ogdélno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Jednostka prowadzaca modut

Katedra Elektrotechniki i Systeméw Pomiaro-
wych

Koordynator modutu

Dr hab. inz. Jozef Kusmierz, prof.PSk

Zatwierdzit:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przed-
miotoéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajeé

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

Semestr Il

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Matematyka 1, Teoria obwodéw 1
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie )
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 4




Forma prowadze-
nia zajeé

wyktad

¢éwiczenia

laboratorium

projekt

inne

w semestrze

30

30




EFEKTY UCZENIA SIE

. Sym- odniesienie do
Kategor'a bol Efekty ksztalcenia efektow kierun-
efektu kowych
posiada wiedz¢ z zakresu jednostek miar, zasad projektowania
W o1 elfsperymgnt’u i przeprowadzapla l?adan, d?kumentowanla Wyni- | e E1 W09
— |kéw pomiaréw oraz obliczania niepewnoS$ci uzyskanych wyni- -
kow
Wied ma podstawowa wiedz¢ w zakresie metrologii, zna i rozumie
\edza metody pomiaru i wyznaczania wartosci podstawowych wielko-
W_02 {ci elektrycznych, czasu i czestotliwosci, zna metody oblicze-| ELE1_W10
niowe i narzgdzia informatyczne niezbgdne do analizy wynikoéw
eksperymentu
zna zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz wiasciwosci
W_03 podstawowych przyrzadow pomiarowych, zna zasady funkcjo-| ELE1_W10
nowania systemow pomiarowych
U oy Potrafi pozyskiwac informacje z literatury dokonywaé ich ELE1_UO3
— " linterpretacji oraz wycigga¢ wnioski i uzasadniac opinie
Uo potrafi przedstawi¢ otrzymane wyniki w formie liczbowej i gra- | ELE1_U03
5 ficznej, dokonac¢ ich interpretacji i wyciagna¢ wlasciwe wnioski
Umiejetnosci potrafi postuzy¢ si¢ wiasciwie dobranymi metodami i przyrzada- | ELE1_ UO3
U 0 |mi pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar podstawowych wiel- | ELE1_U11
3 [ko$ci charakteryzujacych elementy i uktady elektryczne i elek-
troniczne
potrafi wspétdziata¢ i pracowa¢ w grupie, przyjmujac w niej | ELE1_K04
Kompetencje K 01 roézne role
spoteczne —  potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzace realizacji okre-
Slonego przez siebie lub innych zadania

14

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajeé*

Tresci programowe

Cyfrowe mierniki (zasada cyfrowego pomiaru czestotliwosci i czasu, czestoscio-
mierze i czasomierze cyfrowe, woltomierze cyfrowe napieé statych i przemiennych,
przetwarzanie rezystancji, pojemno$ci i indukcyjnosci w przedziat czasu, multime-
try cyfrowe)

Pomiary mocy i energii (przetworniki mocy czynnej, pomiary mocy czynnej i biernej
w ukitadach jedno i tréjfazowych, liczniki energii)

Pomiary napiecia i prgdu metodami kompensacyjnymi
Przyrzady rejestrujace (rejestratory XY, oscyloskopy elektroniczne)

wyktad

Mostki pomiarowe(mostki pradu statego, rozwigzania konstrukcyjne, ocena niedo-
ktadnosci, wlasciwosci mostkow w stanie nierdwnowagi, zasady konstrukcji most-
kéw pradu przemiennego o niezaleznym odczycie, rozwigzania uktadowe mostkéw
pradu przemiennego)

Pomiar znieksztatcen nieliniowych i analiza przebiegéw elektrycznych

Pomiary wielko$ci magnetycznych

Podstawowe pojecia miernictwa dynamicznego (charakterystyki czasowe i czesto-
tliwosciowe przetwornikow)

Pomiary wybranych wielkosci nieelektrycznych

Konfiguracje i struktura systeméw pomiarowych

Systemy pomiarowe z interfejsem szeregowym i réwnolegtym

Komunikaty interfejsowe i ich transmisja

3




Komputerowe karty pomiarowe i przyrzady wirtualne

laborato-
rium

1. Pomiary rezystancji obiektéw liniowych i nieliniowych metodg techniczng

2. Badanie oscyloskopu analogowego

3. Badanie oscyloskopu cyfrowego

4. Zastosowanie multimetréw mikroprocesorowych w pomiarach wielkosci elek-
trycznych

5. Badanie wtasciwosci metrologicznych mostkéw czteroramiennych w stanie nie-

réownowagi

6. Cyfrowy pomiar czestotliwos$ci i czasu

7.-8. Badanie wtasciwosci metrologicznych przetwornikédw w stanie statycznym

9. Badanie przetwornika mocy o elektrycznym sygnale wyjSciowym

10. Pomiar napiecia w obecno$ci zaktocen

11.Badanie licznika indukcyjnego

12.-13. Struktura cyfrowych systemdéw pomiarowych — transmisja informaciji za po-

mocg magistrali cyfrowej

14. Pomiar znieksztatcen nieliniowych i analiza przebiegéw elektrycznych

15. Zaliczenie pisemne na ocene

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow uczenia sie
efektu Egl;‘zsatr;n i?::rr:r'; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
W01 X X
W02 X X
W03 X X
uo1 X X
uo2 X X
uo3 X X
KO1 X
A.
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
Fm_‘mg Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zaje¢
wyktad zaliczenie z oceng
laborato- . :
. zaliczenie z oceng
rium
NAKLAD PRACY STUDENTA
Bilans punktow ECTS
. o T Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
) o ) ; w C L P S
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
30 30
3. Inne (konsultacje, egzamin)* 2 2 h
4 Razem przy bezposrednim udziale 64 h
) nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,56 ECTS
nauczyciela akademickiego




6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 36 h
7. Liczba Punktow ECTS, ktora_l stu(_jent 1.44 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy !
8 Naklad pracy zwigzany z zajeciami 30 h
" | ocharakterze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student
9. | uzyskuje w ramach zajeé¢ o charakterze 1,88 ECTS
praktycznym
Sumaryczne godzinowe obcigzenie praca
10. studenta 100 h
1 Punkty ECTS za modut 4
) 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

* wszelkie formy weryfikacji efektow, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zajec
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